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Erstes nordamerikanisches EtherCAT-Plugfest
erfolgreich

Das erste nordamerikanische EtherCAT-Plugfest war mit iiber
20 Teilnehmern von || Mitgliedsfirmen gut besucht. Vier neue
Master-Implementierungen wurden gegen die Vielfalt der Slave-
Gerite von acht verschiedenen Herstellern getestet. Das
Hauptziel der Veranstaltung bei National Instruments in Austin,
Texas, war die Uberpriifung der Interoperabilitit der
EtherCAT-Implementierungen.

Dr. James Truchard, Prasident, CEO und Mitbegriinder von National
Instruments, unterstrich in seiner Eroffnungsansprache ebenfalls die
Bedeutung von Konformitat und Interoperabilitat fiir den Erfolg einer
Kommunikationstechnologie.

Alle Slave-Geriate wurden einzeln und in Gruppen mit allen EtherCAT-
Mastern betrieben. Zusatzlich wurden die Gerate mit dem offiziellen
EtherCAT-Konformitatstest-Tool Uberpriift.

Mit Plugfesten in Nordamerika, Asien und Europa verbessert die ETG
weltweit die Interoperabilitat von EtherCAT-Geraten. Aufgrund der
Nachfrage durch kommende EtherCAT-Implementierungen und durch
Erweiterungen verfiigbarer Gerate ist ein zweites ETG-Plugfest in
Nordamerika bereits in Planung. Das achte europaische Plugfest findet
Anfang Oktober bei Stober Antriebstechnik in Pforzheim statt.
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Bildunterschrift:

Dr. James Truchard, Prasident, CEO und Mitbegriinder von National
Instruments, unterstrich in seiner Eroffnungsansprache zum ersten
nordamerikanischen EtherCAT-Plugfest die Bedeutung von Konformitat
und Interoperabilitat fiir den Erfolg einer Kommunikationstechnologie.

Bildunterschrift:
Interoperabilitats-Test beim ersten nordamerikanischen EtherCAT-

Plugfest bei National Instruments in Austin, Texas
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